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Specifikace projektu

Bezpeéné mazani pamétovych &ipli pomoci elektromagnetického pulsu

Definice problému:

Sumarizace informaci o pouzivanych technologiich pamétovych cipa.
Sumarizace informaci o EMP.

MozZnost pouZiti elektromagnetického pole pro bezpecné (destruktivni i nedestruktivni)
mazani pamétovych Cipa.

Vstupni podminky:

Béiné pouZivané pamétové Cipy v nosiich informaci typu pamétovd Kkarta,
USB flash disk, SSD disk apod.
Védecké publikace a informace o patentech.

Generdtor elektromagnetického pulsu rlizné intenzity.

Projekt se uskutecni ve tfech etapach:

I. etapa — teoretickd, ukonceni bfezen 2018

e prehled soucasného stavu technologii pamétovych Cipl (solid state paméti
pouzivané v pamétovych kartach, USB flash discich, SSD discich apod.),

e prehled mozZnosti vyéteni informaci uloZenych v pamétovych cipech, za
pouziti fyzikalnich metod dostupnych védecké komunité,

e zhodnoceni narocnosti a realizovatelnosti téchto experimentd,

e popis elektromagnetického pulzu (EMP) — fyzikaIni parametry, mechanizmus
a postupy generovani,

e zhodnoceni plsobeni EMP na pamétova zafizeni jako celek a prehled pouZziti
EMP k mazani médii ve svété.

Il. etapa — experimentdlni, ukonceni kvéten 2018

e prakticky experiment - plsobeni pulzniho elektromagnetického pole rlizné
intenzity na pamétové Cipy (pfipadné celd zafizeni) a pomoci vhodné
laboratorni metody zjisténi moZnosti vyéteni uloZzenych informaci.

lll. etapa — oponentni fizeni, ukonceni cerven 2018

e ovéreni prfedanych vysledkd a oponentni fizeni



